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La técnica de Langmuir-Blodgett (LB) es una excelente herramienta para la 

fabricación de películas bidimensionales con un elevado grado de orden a nivel 
molecular, además de ofrecer la posibilidad de preparar películas mixtas y disponer de 
un exhaustivo control del espesor de las mismas [1]. La molécula C10(PEB)CN (figura 
1) pertenece a la familia de los oligo(fenilen-etinilenos) (OPE) y posee una estructura 
rígida y altamente conjugada. El ensamblaje de esta familia de moléculas confiere al 
sistema importantes propiedades con el fin de obtener diversas aplicaciones 
nanotecnológicas [2-5]. Esta presentación se basa en el estudio, mediante el 
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM), de la arquitectura de las películas LB y de la 
organización de las moléculas de C10(PEB)CN dentro de las mismas [6].    

La Microscopia de Fuerza Atómica permite obtener imágenes de la morfología 
de la superficie de las películas LB con una elevada resolución espacial, con el fin de 
analizar la formación de las monocapas conforme va aumentando la presión superficial. 
Se han tomado imágenes representativas de monocapas de C10(PEB)CN transferidas 
sobre mica a diferentes presiones superficiales (figura 2). Las películas transferidas a 
menores presiones superficiales, muestran una superficie muy homogénea, sin defectos 
3D, pero con huecos, indicativos de un incompleto recubrimiento de la superficie de la 
película. Conforme aumenta la presión superficial desaparecen los huecos, y por tanto, 
la monocapa cubre por completo la superficie de la mica. Si seguimos aumentando la 
presión superficial se observa la formación de microcristales 3D de espesor irregular, 
fruto del colapso de la película. Otra de las aplicaciones de AFM en películas LB 
consiste en el cálculo del espesor de la monocapa (figura 3). Para ello se retira parte de 
la película con la punta del microscopio y se procede a la medida de las alturas 
observadas. De esta forma, se puede obtener el ángulo de inclinación de las moléculas 
en la película y con ello la organización de éstas dentro de las monocapas.  
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Figura 1. Estructura química de la 
molécula C10(PEB)CN 

 
 
 

 

Figura 2. Imágenes AFM de una monocapa de C10(PEB)CN transferida a la presión 
superficial indicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Imagen de la superficie de 
una película de C10(PEB)CN tomada 
con AFM donde se ha retirado parte de 
la película con la punta del microscopio 
y se muestra el análisis de la sección 
para determinar la altura de la 
monocapa.  
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